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МІКРОДЕТЕКТОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ШВИДКІСНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ 

 

Представлено характеристики 512-канальної мікродетекторної системи, створеної для дослідження 

швидкоплинних процесів у металах при їхньому нагріванні/охолодженні на установці швидкісної 

рентгенографії. Положення, ширина та інтенсивність дифракційних піків розсіяних рентгенівських квантів 

вимірюються та відображаються в реальному часі залежно від температури досліджуваного зразка (20 - 

1500 ºC). Позиційна чутливість системи на основі мікростріпових кремнієвих сенсорів, зчитуваних 

комерційною системою накопичення даних XDAS, становить 40 мкм у діапазоні кутів розсіяння рентгенівських 

квантів 30º < ϴ < 75º. 
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перетворення, температурна залежність фазових перетворень у металах, мікростріпові кремнієві детектори. 
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МИКРОДЕТЕКТОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СКОРОСТНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

 

Представлены характеристики 512-канальной микродетекторной системы, созданной для исследования 

быстропротекающих процессов в металлах при их нагревании/охлаждении на установке скоростной 

рентгенографии. Положение, ширина и интенсивность дифракционных пиков рассеянных рентгеновских 

квантов измеряются и отображаются в реальном времени в зависимости от температуры исследуемого образца 

(20 - 1500 ºC). Позиционная чувствительность системы на основе микростриповых кремниевых сенсоров, 

считываемых коммерческой системой накопления данных XDAS, составляет 40 мкм в диапазоне углов 

рассеяния рентгеновских квантов 30º < ϴ < 75º. 

Ключевые слова: рентгеновская дифрактометрия, позиционно чувствительные детекторы, быстропроте-

кающие фазовые превращения, температурная зависимость фазовых превращений в металлах, микростриповые 

кремниевые детекторы. 
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MICRODETECTOR SYSTEM FOR SPEEDY X-RAY STUDIES 

 

Characteristics of 512-channel micro-detection system for the study of fast processes in metals during 

heating/cooling at high-speed radiography installation was presented. The position, width and intensity of diffraction 

peaks of the scattered X-rays was measured and displayed in real time depending on the temperature of the test sample 

(20 - 1500 ºC). The position sensitivity of the system based on silicon microstrip sensors read out by commercial XDAS 

data acquisition system  is 40 µm for  the scattering angle of X-rays 30º < ϴ < 75º. 

Keywords: X-rays diffraction, position sensitive detectors, transient phase transformations, temperature dependence 

of phase transformations in metals, microstrip silicon detectors. 
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